Attenzione: i dati modificati non sono ancora stati salvati. Per confermare inserimenti o cancellazioni di voci è necessario confermare con il tasto SALVA/INSERISCI in fondo alla pagina









	


	
	



	
	
	
	
	
		
		
		
		

		
	
	
	
	





	




	
		
			[image: IRIS]
		
		
			[image: IRIS]
		
		
			
		
		
			

				
					Home
				
	
					
						Sfoglia
					
						Macrotipologie
& tipologie
							

						Autore
						Titolo
						Riviste
						Serie
						

				


			
				
					
					
				

			

				
					
						IT
					
						[image: Italiano] Italiano
						[image: English] English
							

				
	
					












	LOGIN


		

	






				
					
						
  
    [image: Logo Politecnico di Torino]
    [image: Logo Politecnico di Torino]
  


PORTO @ [image: ] Archivio Istituzionale della Ricerca


				

			

		
		




			
	        	
	
			IRIS
	Catalogo POLITO
	2 Contributo in Volume
	2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)


	



















































	
	
		
		
	









Semiconductor memories have been always used to push silicon technology at its limit. This makes these devices extremely sensible to physical defects and environmental influences that may severely compromise their correct behavior.Efficient and detailed testing procedures for memory devices are therefore mandatory. As physical examination of memory designs is too complex, working with models capable of precisely representing memory behaviors, architectures, and  fault mechanisms while keeping the overall complexity under control is mandatory to guarantee high quality memory products and to reduce the overall test cost.This is even more important as we are fully entering the Very Deep Sub Micron era.This chapter provides an overview of models and notations currently used in memory testing practice highlighting challenging problems waiting for solutions.



Models in Memory Testing, From functional testing to defect-based testing / DI CARLO, Stefano; Prinetto, Paolo Ernesto - In: Models in Hardware Testing / Agrawal V., Wunderlich H.-J.. - STAMPA. - [s.l] : Springer, 2010. - ISBN 9789048132812. - pp. 157-185 [10.1007/978-90-481-3282-9_6]





		
	




	
	
		
			
			
			
			
			
			
				
					
					
				
			
				
					
					
				
			
				
					
					
				
			
				
			
				
			
				
			
			
			
			
			
			Models in Memory Testing, From functional testing to defect-based testing

			




























	
	


	
		
		
		
		
	





	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
		
		
		
		
			
			
				
				
					
					
					
					
						
							
						
						
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
		
			
			
				
				
					
					
					
					
						
							
						
						
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
		
		
		
		
	


DI CARLO, STEFANO;PRINETTO, Paolo Ernesto



			2010

			

			
				Abstract

				Semiconductor memories have been always used to push silicon technology at its limit. This makes these devices extremely sensible to physical defects and environmental influences that may severely compromise their correct behavior.Efficient and detailed testing procedures for memory devices are therefore mandatory. As physical examination of memory designs is too complex, working with models capable of precisely representing memory behaviors, architectures, and  fault mechanisms while keeping the overall complexity under control is mandatory to guarantee high quality memory products and to reduce the overall test cost.This is even more important as we are fully entering the Very Deep Sub Micron era.This chapter provides an overview of models and notations currently used in memory testing practice highlighting challenging problems waiting for solutions.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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